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N.V. Philips'! Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.

Optisch fokusfout-detektiestelsel,

De uitvinding heeft betrekking op een
optisch fokusfoutdetektiestelsel voor het bepalen van
afwijkingen tussen het vlak van afbeelding van een
objektiefstelsel in een optisch systeem en een stralings-
reflekterend vlak in dit systeem, op welk vlak afgebeeld
moet worden, welk fokusfoutdetektiestelsel bevat een
stralingsbron, het objektiefstelsel, een bundelafbuigend
element voor het scheiden van de door het stralings-
reflekterend vlak gereflekteerde straling van een door
de stralingsbron uitgezonden stralingsbundel, een astig-
matisme introducerend element en een, uit vier deel-
detektoren samengestelde, stralingsgevoelige detektor.

Een dergelijk fokusfoutdetektiestelsel
kan gebruikt worden om in een inrichting voor het uit-
lezen van een registratiedrager met een optisch uit-
leesbare stralingsreflekterende informatiestruktuur,
de uitleesbundel steeds op de informatiestruktuur ge-
fokusseerd te houden.

Een dergelijke inrichting is bekend,
onder andere uit de ter inzage gelegde Nederlandse
octrooiaanvrage No. 77 03076 (PHN 8721). Deze inrich-
ting wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het uitlezen van
een registratiedrager waarop een videoprogramma of een
audioprogramma is opgeslagen. De informatiestruktuur
bestaat dan uit een zeer groot aantal informatiegebied-
jes, die, in de spoorrichting, afwisselen met tussen-
gebiedjes. De genoemde gebiedjes kunnen bijvoorbeeld
volgens een spiraalvormig spoor gerangschikt zijn. De
informatiegebiedjes hebben een andere invlioed op een
uitleesbundel dan de tussengebiedjes. De informatie kan
gekodeerd zijn in de frequentie van de informatiege-
biedjes en/of in de verhouding van de lengte van deze

gebiedjes ten opzichte van die van de tussengebiedjes.
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De informatie kan ook in digitale vorm gekodeerd zijn.
Behalve video- en audioinformatie kan op de registratie-
drager ook digitale informatie, bijvoorbeeld van en voor
een rekenmachine, opgeslagen zijn. 7
Voor een voldoend lange speelduur van de
registratiedrager zullen, bij beperkte afmetingen van
deze drager, de details van de informatiestruktuur erg
klein zijn. Zo zal bijvoorbeeld als een videoprogramma
van dertig minuten op één zijde van een ronderschijf—
vormige registratiedrager is opgeslagen in een ring-
vormig gebied met een buitenstraal van ongeveer 15
centimeter en een binnenstraal van ongeveer 6 centimeter,
de breedte van de sporen ongeveer 0,6 micron zijn en de
gemiddelde lengte van de informatiegebiedjes in de buurt

van één micron liggen.

Om deze kleine details te kunnen uitlezen
moet een objektiefstelsel met een relatief grote nume-
rieke apertuur gebruikt worden. De scherpfediepte van
een dergeli jk objektiefstelsel is echter klein. Aangezién
in de uitleesinrichting variaties in de afstand tussen
het vlak van de informatiestruktuur en het objektief-
stelsel kunnen optreden die groter dan de scherptediepte
zijn, moeten er voorzieningen getroffen worden om deze
variaties te kunnen detekteren, en aan de hand daarvan
de fokussering te kunnen bijregelen.

- Zoals in de Nederlandse octrooiaanvrage
No. 77 03076 (PHN 8721) beschreven is, kan daartoe de
van de registratiedrager afkomstige uitleesbundel astig-
matisch gemaakt worden met behulp van bi jvoorbeeld een
cylinderlens. Tussen de brandlijntjes van het astig-
matische stelsel, gevormddoor het objektiefsteléel en de
cylinderlens is een uit vier deeldetektoren samengestelde
stralingsgevoelige detektor aangebracht. Bij variatie
van de positie van het vlak van de informatiestruktuur
ten opzichte van het objektiefstelsel verandert de vorm
van de op de samengestelde detektor gevormde beeldvlek.

Deze vormverandering kan worden gedetekteerd door de
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uitgangssignalen van de deeldetektoren op de Juiste

wijze te kombineren.
Het in de Nederlandse octrooiaanvrage No.

77 03076 beschreven fokusfoutdetektiestelsel kan niet
alleen in inrichtingen voor het uitlezen van een stra-
lingsreflekterende registratiedrager gebruikt worden,

maar in het algemeen in optische systemen waarin afwij-
kingen tussen de gewenste en de werkelijke positie van
een stralingsreflekterend vlak waarop afgebeeld moet
worden, gedetekteerd moeten worden. Te denken valt daarbij
aan mikroskopen, aan, bij de fabrikage van geintegreerde
schakelingen gebruikte, systemen voor het projekteren van
een masker op een substraat, enzovoorts.

In een dergelijk fokusfoutdetektiestelsel
moet de door het stralingsreflekterend vlak gereflekteerde
straling, nadat zij het objektiefstelsel gepasseerd is,
naar een stralingsgevoelige detektor worden gericht.

In het bekende detektiestelsel wordt daartoe een aparte
bundeldeler, zoals een halfdoorlatende spiegel of een
polarisatiegevoelig deelprisma gebruikt.

Het doel van de onderhavige uitvinding is
een fokusfout-detektiestelsel te verschaffen dat zo kompakt
mogelijk is en zo weinig mogelijk optische komponenten
bevat. Het fokusfout-detektiestelsel volgens de uitvin-
ding vertoont daartoe het kenmerk, dat in de stralings-
weg tussen de stralingsbron en het objektiefstelsel
een optisch element is aangebracht dat in slechts de door
het stralingsreflekterend vlak gereflekteerde stralings-
bundel astigmatisme introduceert en tevens deze bundel
uit de genocemde stralingsweg en naar de detektor richt.

Een eerste uitvoeringsvorm van het detektie-
stelsel volgens de uitvinding vertoont als verder kenmerk,
dat het genoemde optische element wordt gevormd door een
buigingsraster met een lineair variérende rasterperiode.

Een tweede uitvoeringsvorm van het detektie-

stelsel volgens de uitvinding vertoont als verder kenmerk,
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dat het genoemde optische element bestaat uit een plaat
van doorzichtig materiaal, waarvan de twee oppervlakken
scheef ten opzichte van de hoofdas van de uitleesbundel
staan en waarvan één oppervliak gedeeltelijk reflek-
terend is. De twee oppervlakken van de plaat zijn die
opperviakken waarmee dé stralingsbundel in kontakt komt,

De stralingsbundel is een niet-evenwijdige

‘bundel. Het substraat van de plaat vormt voor deze bundel

een astigmatisch element.

De plaat kan een plan-parallelle plaat
zijn. Een voorkeursuitvoeringsvorm van een inrichting
volgens de uitvinding vertoont echter als kenmerk, dat
de plaat wigvormig is. ,

Dan kan door keuze van de wighoek de
grootte van het astigmatisme ingesteld worden, maar,
wat belangrijker is, ook de orié&ntatie daarvan. De
oriéntatie van het astigmatisme kan zodanig gekozen
worden, dat de richting van de astigmatische brandlijn-

tjes onder hoeken van 45° met de effektieve spoorrichting

’zijn. De effektieve spoorrichting is de richting van het

op de samengestelde detektor afgebeelde momenteel afge-
taste informatiespoor. In dat geval wordt het fokusfout-
signaal vrijwel niet beinvloed door verpléétsingen van
de uitleesvlek in een richting dwars op de spoorrichting.
Tn een fokusfout-detektiestelsel waarin de door het
stralingsreflekterende vlak gereflekteerde straling door
het tweede oppervliak van de plaat heen moet gaan, kan
door toepassing van de wigvorm bovendien bereikt worden
dat onbedoelde reflekties aan het tweede oppervlak niet
hinderlijk zijn. '

De inrichting volgens de. uitvinding kan
als verder kenmerk vertonen, dat het tweede oppervlak
van de genoemde plaat stralingsreflekterend is. Het
voordeel van deze uitvoeringsvorm is dat de tolerantie,
voor wat betreft kanteling van de plaat, aanziehlijk
groter is.

Een verder kenmerk van de inrichting

volgens de uitvinding kan zijn, dat het gedeeltelijk
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reflekterend oppervlak van de plaat een polarisatiege-

voelige deelspiegel is. In deze uitvoeringsvorm wordt

de beschikbare stralingsintensiteit maximaal benut

terwijl de hoeveelheid straling die, na reflektie van

het stralingsreflekterend vlak, naar de bron terugkeert

minimaal is. Dit laatste kan van belang zijn in een

inrichting voor het uitlezen van een optische registratie-
drager.

De uitvinding zal nu worden toegelicht
door beschrijving van haar toepassing in een inrichting
voor het uitlezen van een registratiedrager. Daarbij zal
worden verwezen naar de tekening. Daarin tonen:

FIGUUR 1 een uitvoeringsvorm van een uitleesinrich-
ting volgens de uitvinding met een eenzijdig
reflekterende planparallelle plaat,

de FIGUREN 2a, 2b en 2c de vormverandering van de beeld-
vliek op de samengestelde detektor als funktie
van de fokussering,

FIGUUR 3 een gedeelte van een uitvoeringsvorm van
een uitleesinrichting met een tweezijdig
reflekterende plan-parallelle plaat,

FIGUUR 4 een gedeelte van een uitvoeringsvorm van
een uitleesinrichting met een wigvormige
plaat,

FIGUUR 5 een gedeelte van een uitvoeringsvorm van
een uitleesinrichting met een buigings-
raster.

Tn deze FIGUREN zijn dezelfde elementen met dezelfde

verwlijzingscijfers aangegeven.

In FIGUUR 1 is een.ronde schi jfvormige
registratiedrager 1 in radiéle doorsmnede getekend. De
informatiestruktuur is aangegeven door de informatie-
sporen 2. De registratiedrager wordt belicht door een
uitleesbundel 8 afkomstig van de stralingsbron 7. Deze
stralingsbron kan een laser zijn, bijvoorbeeld éen
gaslaser, zoals een He-Ne-laser, of een halfgeleider-

diodelaser, zoals een AlGaAs-laser. Een objektiefstelsel,
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dat eenvoudigheidshalve met een enkele lens 16 is aange-
duid, fokusseert de uitleesbundel tot een uitleesvlek

V in het vlak van de informatiesporen 2. De brandpunts-
afstand van een eventueel aanwezige hulplens 9 is z6
gekozen dat de pupil van het objektiefstelsel adequaat
gevuld wordt, zodat de uitleesvlek de bij de numerieke
apertuur van het objektiefstelsel behorende buigings-
begrensde afmeting heeft. De uitleesbundel wordt door de
registratiedrager gereflekteerd en, indien de registratie-
drager wordt geroteerd met behulp van de door de motor 6
aangedreven draaitafel 5, gemoduleerd overeenkomstig

de informatie die is opgeslagen in een uit te lezen
spoorgedeelte.

Voor het scheiden van de heengaande, onge~
moduleerde, bundel en de gereflekteerde, gemoduleerde,
bundel moet in de stralingsweg een bundeldeler, bijvoor-
beeld in de vorm van een gedeeltelijk doorlatende spiegel
11, aangebracht zijn. Deze bundeldeler reflekteert een
deel wvan de dobr de bron uitgezonden straling naar de
registratiedrager en laat een gedeelte van de door de
registratiedrager gereflekteerde straling door naar een
stralingsgevoelige informatiedetektor 13. Deze detektor
is verbonden met een elektronische schakeling 14 waarin,
op bekende en hier niet verder te bespreken wijze, een
hoogfrequent informatiesignaal Si en, zoals hieronder
zal worden uiteengezet, een laagfrequenter fokusfout-
signaal Sf en eventueel een eveneens laagfrequenter
spoorvolgsignaal worden afgeleid. Om het fokusfoutsignaal
te verkrijgen moet de door de informatiestruktuur ge-
reflekteerde bundel astigmatisch gemaakt worden.

Volgens de uitvinding worden de funkties
van bundeldeler en astigmatisme introducerend element
vervuld door één enkel element. Zoals in FIGUUR 1 ge-
toond is, kan dit element de vorm hebben van een plan-
parallelle plaat 10 waarvan het oppervliak 11 een half-
doorlatende spiegel is. Omdat de plaat scheef in de

uitleesbundel geplaatst is, vormt zij voor de konver-
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gerende door de registratiedrager gereflekteerde uit-
leesbundel een astigmatisch element, dat de doorsnede
van deze uitleesbundel verandert. De naar de registratie-
drager gerichte bundel is niet door de plaat 10 gegaan
en daardoor niet astigmatisch gemaakt. De kwaliteit van
de uitleesvlek V op de informatiestruktuur wordt dus

niet door de plaat 10 beiInvloed. _

Door het astigmatische stelsel gevormd door
het objektiefstelsel 16 en de plaat 10, wordt de uitlees-
vlek V afgebeeld in twee astigmatische brandlijntjes,
waarvan er een in het vlak van tekening ligt en het
tweede loodrecht op dit vlak staat. De afstand tussen
de brandlijntjes wordt bepaald door de brekingsindex n
en de dikte d van het substraat van de plaat 10 en door
de invalshoek i van de hoofdstraal van de uitleesbundel.
De stralingsgevoelige detektor 13 is geplaatst in een
vlak dat, langs de optische as gezien, tussen de brand-
lijntjes ligt, bij voorkeur daar waar de afmetingen,
in twee onderling loodrechte richtingen, van de aan de
uitleesvlek V toegevoegde beeldvlek V! zo goed mogelijk
gelijk zijn bij een korrektie fokussering.

Om de vorm van de beeldvliek V', en daarmee
de mate van fokussering, te kunnen bepalen, is de detek-
tor 13 samengesteld uit vier deeldetektoren die in de
vier kwadranten van een X-Y-ko8rdinatenstelsel zijn
aangebracht. In de FIGUREN 2a, 2b en 2c is een aanzicht
volgens de lijn II-II' in FIGUUR 1 van de vier deel-
detektoren A, B, C en D weergegeven, met daarop geprojek-
teerd de verschillende vormen die de beeldvlek V' heeft
bij verschillende waarden van de afstand tussen het
objektiefstelsel en het vlak van de informatiesporen. De
X- en Y-as staan onder een hoek van 45° met de richting
van de astigmatische brandlijntjes. )

In FIGUUR 2a is het geval getekend dat de
afstand tussen het objektiefstelsel en het vlak.van de
sporen korrekt is. Indien deze afstand te groot is,

liggen de brandlijntjes dichter bij de plaat 10.
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De detektor 13 ligt dan dichter bij een eerste brand-
lijntje dan bij het tweede brandlijntje. De beeldvlek
V! heeft dan een vorm zoals weergegeven in FIGUUR 2b.
Is de afstand tussen het objektiefstelsel en het vlak

5 van de sporen te klein, dan liggen de brandlijntjes
verder van de plaat 10 af, en dan ligt het tweede
brandlijntje dichter bij de detektor 13 dan het eerste
brandlijntje. De beeldvlek V! heeft dan een vorm zoals
weergegeven in FIGUUR 2c.

10 Worden de signalen geleverd door de deel-
detektoren A, B, C en D voorgesteld door respektievelijk
SA’ SB, SC en SD,
gegeven door:

dan wordt het fokusfoutsignaal ST

Sf = (sA_+ sC) - (s]3 + SD-).,

15 Het zal duidelijk zijn dat in de situatie van FIGUUR 2a
SA + SC = SB + SD en dus Sf = 0. Voor de situatie van
FIGUUR 2b, respektievelijk FIGUUR 2c, is Sf negatief,
respektievelijk positief. Door de signalen.SA en SS
bij elkaar op te tellem, evenals de signalen SBren SD’

200 en de zo verkregen somsignalen van elkaar af te trekken,
wordt een éénduidig fokusfoutsignaal verkregem. Dit
signaal kan elektronisch, op zichzelf bekende wijze, tot
een fokusregelsignaal verwerkt worden waarmee de fokus-
sering van het objektiefstelsel bijgeregeld kan worden,

25 bijvoorbeeld door het verplaatsen van het objektief-
stelsel, m.b.v. een luidsprekerspoel, ten opzichte van
het vlak van de informatiestruktuur. '

Het informatiesignaal Si kan met behulp
van dezelfde deeldetektoren A, B, C en D worden verkregen,

30 bijvoorbeeld door de signalen van de vier deeldetektoren
bij elkaar op te tellen.

De detektoren A, B, C en D kunnen ook ge-
bruikt worden om een spoorvolgsignaal, dat wil zeggen,
een signaal dat een indikatie geeft over de positie

35 van het midden van de uitleesvliek V ten opzichte van
het midden van een uit te lezen informatiespoor, af te

leiden. Het spoorvolgsignaal Sr wordt dan bijvoorbeeld

gegeven door:
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sr = (S, + 85) - (S5 + S)

In plaats van met de fokusdetektiebundel en de
samengestelde detektor 13, kan de informatie ook uit-
gelezen worden met behulp van een aparte uitleesbundel
en een aparte stralingsgevoelige informatiedetektor.

Opgemerkt wordt dat, al naar gelang de
uitvoeringsvorm van de uitleesinrichting, tussen de plaat
10 en het objektiefstelsel 16 nog andere optische ele-
menten aangebracht kunnen zijn, bijvoorbeeld een positieve
lens voor het evenwijdig maken van de bundel 8.

Op het opperviak 12 van de plaat 10 kan
ook een reflekterende laag 18 aangebracht zijn, zoals
in FPIGUUR 3 getoond is. Dan doorloopt de uitleesbundel
8 tweemaal het substraat van de plaat 10. De inrichting
volgens FIGUUR 3 is kompakter dan die volgens FIGUUR 1,
en heeft als groot voordeel dat hij minder gevoelig is
voor kanteling van de plaat 10. In FIGUUR 3 en de volgende
FIGUREN z.jn slechts de voor de onderhavige uitvinding
belangrijke elementen aangegeven.

Indien de intensiteit van de uitleesbundel
voldoende hoog is, kan in de inrichting volgens de
FIGUREN 1 en 3 het opperviak 11 van de plaat 10 een half-
doorlatende spiegel zijn. Een vermindering van de terug-
koppeling, via de spiegel 11, van de gemoduleerde uit-
leesbundel naar de stralingsbron wordt bereikt indien
voor de reflektiekoéfficiént R van de spiegel in plaats
van de waarde 0,5 bijvoorbeeld de waarde 0,3 gekozen wordt.
Dan kan, afgezien van de reflektie- en absorptieverliezen
aan de andere optische komponenten in de stralingsweg,
slechts 9% van de door de bron 7 uitgezonden straling
naar deze bron gereflekteerd worden, terwijl 21% van de
door de bron uitgezonden straling de detektor 13 bereiken.

Wanneer het oppervlak van de plaat 10
in plaats van de deelspiegel 11 een polarisatiegevoelige
deelspiegel 19 draagt, wordt bereikt dat de straiings-
intensiteit op de detektor 13 maximaal is, terwijl

de terugkoppeling van de door de registratiedrager ge-
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reflekteerde straling naar de stralingsbron minimaal is.
Dan moet tussen de polarisatiegevoelige deelspiege1719
en het objektiefstelsel 16 een.v\/ﬁmplaat 20 aangebracht
zijn (waarin A de golflengte van de stralingsbundel 8
is), zoals in FIGUUR 3 aangegeven is, en moet de
stralingsbron een lineair gepolariseerde stralings=-
bundel uitzenden. De elektrische veldvektor, de E~vektor,
van deze bundel is loodrecht op het invalsvlak, zijnde
het vlak van tekening, zodat de bundel door het opper-
vlak 19 gereflekteerd wordt om vervolgens de .A/h-plaat
een eerste maal te doorlopen. Na reflektie door de in-
formatiestruktuur doorloopt de uitleesbundel de X/h-

plaat een tweede maal, zodat van de gereflekteerde

_bundel 81! de E-vektor evenwijdig aan het invalsvlak is.

De bundel treedt dan door de spiegel 19 om door de laag
18 naar de detektor 13 gereflekteerd te worden.

Voor de afstand A tussen de hoofdstralen
van de heengaande bundel 8 en die van‘de terugkerende -
bundel 8! geldt:

& = 2.da.tan(it).cos(i),
waarin d de dikte van het substraat 10, i de invalshoek
van de bundel 8 op het oppervliak 19 en i' de brekings-
hoek van de hoéfdstraal van de bundel 8' in het
substraat 10 voorstellen. De variatie JF A tengevolge
van de variatie §i in i is dan:

FA= 2.d.tan(i'). & i.
In een uitvoeringsvorm van een inrichting volgens FIGUUR
3 is i gelijk aan 45°, de brekingsindex n van het
substraat 10 gelijk aan 1,5 en d gelijk aan 3 mm. Voor
een & i, tengevolge van montage-onnauwkeurigheden en/of
verloop in de tijd is dan de variatie SA ongeveer 6/um.
Deze variatie is onafharke lijk van de afstand tussen
de stralingsbron 7 en de spiegel 19.

Doordat de terugkerende bundel 8! door een
plan-parallelle plaat gaat, ondergaat deze bundel een
paraxiale of longitudinale opschuiving L, die gegeven

wordt door: L = n-1 2d .
n cos(il!)
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Het is mogelijk L gelijk aan A te maken. Dan kunnen
de stralingsbron, in de vorm van een diodelaser, en de
detektor 13 op één drager aangebracht worden die onder
een hoek van 45° met de hoofdstralen van de bundels 8
en 8! geplaatst kan worden.
In plaats van een plan-parallelle plaat
10 kan in de inrichtingen volgens de FIGUREN 1 en 3
ook een wigvormige plaat 21 gebruikt worden. Een derge-
1ijke plaat wordt in FIGUUR 4 getoond. Voor het geval
de door de registratiedrager gereflekteerde uitleesbundel
door de plaat heengaat (vergelijk FIGUUR 1) biedt de
wigvorm het voordeel dat eventuele reflekties aan de
niet als spiegel bedoelde achterkant (12 in FIGUUR 1)
niet hinderlijk kunnen worden, omdat die stralingsge-
deelten die aan deze achterkant gereflekteerd worden,
zowel naar de registratiedrager als naar de detektor
gezien, voldoende ver worden afgebogen van de nuttige,
voor de fokusdetektie en eventueel de informatie-uit-
lezing gebruikte, straling. Voor het introduceren van
hetzelfde astigmatisme is de gemiddelde dikte van de
wig kleiner dan de dikte van een plan-parallelle plaat.
Een groot voordeel van een wig ten opzichte
van een plan-parallelle plaat is dat de richting van
het astigmatisme beter ingesteld kan worden en aangepast
kan worden aan de gebruikte samengestelde detektor 13.
In een uitvoeringsvorm van een inrichting
volgens FIGUUR 4 waarvoor geldt dat de afstand tussen
de astigmatische brandlijntjes ongeveer 10 mm is, de
invalshoek 1 gelijk aan 4s° is, de gemiddelde dikte d
van het substraat ongeveer 3 mm is, de brekingsindex n
van het substraat ongeveer 1,5 is, en de afstand tussen
het oppervlak 23 van de wig 21 en de detektorr13 onge-
veer gelijk aan 10 mm is, is de wighoek =4 ongeveer
gelijk aan 10,5°.
Voor een wighoek  van deze orde van grootte
of groter, kan ook indien het oppervlak 23 wordt gevormd

door een gedeeltelijk doorlatende spiegel een goede
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scheiding tussen de heengaande bundel 8 en de terug-
kerende bundel 8! verkregen worden, zodat dan geen ge-
bruik gemaakt behoeft te worden van duurdere polarisatie-
middelen in de vorm van een polarisatiegevoelige deel-
spiegel en een A /b4-plaat. Voor kleinere wighoeken zal,
voor een voldoende scheiding tussen de bundel 8 en de
bundel 8! wel van deze polarisatiemiddelen gebruik moeten
worden gemaakt. '

In FIGUUR 5 is een uitvoeringsvorm van een
inrichting weergegeven, waarin het bundelafbuigende
en astigmatisme introducerende element wordt gevormd
door een buigingsraster 25. Zoals bekend zal een buigings-
raster met rechte groeven een er op invallende stralings-
bundel splitsen in een nulde orde deelbundel, twee eerste
orde deelbundels en een aantal deelbundels van hogere
ordes., Het raster 25 kan z6 uitgevoerd zijn, dat van de
door de registratiedrager gereflekteerde stralingsinten-
siteit een relatief groot gedeelte, bijvoorbeeld 40%, in

een eerste orde bundel 8" terecht komt. De detektor 13

is geplaatst in de weg van deze deelbundel.

Door de rasterperiode van het raster 25
lineair te laten variéren, verkrijgt hét raster een as-
tigmatische werking. Immers, dan zal een bundelgedeelte
dat door een rastergedeelte met grotere rasterperiode
gaat over een kleinere hoek worden afgebogen dan een
bundelgedeelte dat door een rastergedeelte met kleinere
rasterperiode gaat.

De periode van het raster 25 is verder zd
gekozen, dat de bij eerste doorgang van de bundel 8
door het raster afgebogen deelbundels voldoende ver van
de nulde-orde deelbundel liggen, zodat deze afgebogen
deelbundels, na reflektie aan de registratiedrager niet
op de detektor 13 of op de stralingsbron 7 terecht kunnen
komen. Een voordeel van het raster is dat het kantelonge-
voelig is,

In een uitvoeringsvorm van een inrichting

volgens FIGUUR 5, waarin een diodelaser, met een golf-~
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lengte van ongeveer 800 nm., als stralingsbron ge-
bruikt wordt, is de afstand tussen de diodelaser en
het raster 25 ongeveer 20 mm. Het raster heeft een
lineair verlopende periode van 3,9 tot L, /um. De
afstand tussen de diodelaser en de detektor 13 is onge-
veer 2 mm, terwijl de afstand tussen de astigmatische
brandlijntjes ongeveer 2 mm bedraagt. De grootte van
de beeldvlek V! op de detektor 13 is dan ongeveer 0,2 mm.
Bij gebruik van het fokusfoutdetektie-
stelsel in andere dan uitleesinrichtingen, bijvoorbeeld
in mikroskopen of in projektiesystemen voor de fabrikage
van geintegreerde schakelingen, werkt dat stelsel op

dezelfde wijze als hierboven voor uitleesinrichtingen

beschreven is.
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CONCLUSIES:

1. Optisch fokusfoutdetektiestelsel voor

het bepalen van afwijkingen tussen het vlak van af-
beelding van een objektiefstelsel in een optisch sys-
teem en een stralingsreflekterend vlak in dit systeem,
op welk vlak afgebeeld moet worden, welk fokusfout-
detektiestelsel bevat een stralingsbron, het objektief-
stelsel, een bundelafbuigend element voor het scheiden
van de door het stralingsreflekterend vliak gereflek-
teerde straling van een door de sfralingsbron uitge-
zonden stralingsbundel, een astigmatisme introducerend
element en een, uit vier deeldetektoren samengestelde,
stralingsgevoelige detektor, met het kenmerk, dat in de
stralingsweg tussen de stralingsbron en het objektief~
stelsel een optisch element is aangebracht dat in slechts
de door de informatiestruktuur gereflekteerde uitlees-
straling astigmatisme introduceert en tevens deze bundel
uit de genoemde stralingsweg en naar de samengestelde
detektor reflekteert.

2. Inrichting volgens conclusie 1, met het
kenmerk, dat het genoemde optische element wordt ge-
vormd door een buigingsraster met een lineair variéfende
rasterperiode. |

3. Inrichting volgens conclusie 1, met het
kenmerk, dat het genoemde optische element bestaat uit
een plaat van doorzichtig materiaal, waarvan de twee
oppervlakken scheef ten opzichte van de hoofdas van de
uitleesbundel staan en waarvan een oppervlak gedeeltelijk
reflekterend is.

L, Inrichting volgens conclusie 3, met hetr
kenmerk, dat de plaat wigvormig is. )

5. Inrichting volgens conclusie 3 of 4, met
het kenmerk, dat het tweede oppervlak van de plaat
stralingsreflekterend is.

6. Tnrichting volgens conclusie 3, 4 of 5,

met het kenmerk, dat het gedeeltelijk reflekterend opper-
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vlak van de plaat een polarisatiegevoelige deelspiegel
is.

7 Inrichting voor het uitlezen van een regis-
tratiedrager met een optisch uitleesbare stralingsreflek-
terende informatiestruktuur, welke inrichting bevat een,
een uitleesbundel leverende stralingsbron, een uitlees-
objektiefstelsel, een stralingsgevoelige informatiedetek-
tor en een bundeldeler voor het scheiden van de door de
informatiestruktuur gemoduleerde uitleesstraling van

de door de stralingsbron uitgezonden straling, en welke
inrichting voorzien is van een fokusfoutdetektiestelsel
volgens een der voorgaande conclusies, voor het bepalen
van afwijkingen tussen het vlak van de informatiestruk-
tuur en het vlak van fokussering van het uitleesobjek-
tiefstelsel, waarbij het astigmatisme introducerend
element wordt gevormd door de gemoemde bundeldeler van

de uitleesinrichting.
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